SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda PST
LIR - Livelloricerca P
NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codiceregione 09

gecr:\-[e-rl\él-e Numer o catalogo 00771914
ESC - Ente schedatore AOU090901
ECP - Ente competente S121

OG- OGGETTO
OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tonometro

OGTA - Parti €/o accessori con lampada a fessura
QNT - QUANTITA'

QNTN - Numero 1
CTP - Categoria principale Ottica
CTC - Parole chiave Optometria

LC-LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE

PVCS- Stato ITALIA
PVCR - Regione Toscana
PVCP - Provincia Pl
PVCC - Comune Pisa
LDC - COLLOCAZIONE SPECIFICA
LDCT - Tipologia ospedale
LDCN - Denominazione Ospedale Santa Chiara

LDCU - Denominazione

spazio viabilistico ViaRoma, 67
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LDCM - Denominazione Collezione strumentaria storica dell'A.O.U.Pisana
raccolta

LDCS - Specifiche Edificio 41- piano |
UB - UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI
INV - INVENTARIO

INVD - Data 2012
INVN - Numero 370
INV - INVENTARIO
INVD - Data non rilevabile
INVN - Numero 93552

DT - CRONOLOGIA
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA

DTZG - Fascia cronologica
di riferimento

DTZS- Frazione
cronologica

DTM - Motivazionecronologia  analisi tipologica
AU - DEFINIZIONE CULTURALE
ATB - AMBITO CULTURALE
ATBD - Denominazione Haag Streit, Bern, Schweiz
ATBR - Ruolo fabbricante

ATBM - Motivazione
ddl'attribuzione

NMC - NOM| CORRELATI
NMCN - Nome scelto Haag Streit, Bern, Schweiz

NMCA - Dati anagr afici
Periodo di attivita'

MT - DATI TECNICI

XX secolo

primameta

marchio

Azienda fabbricante fondata a Berna nel 1858 e tuttora attiva

MTC - Materiaetecnica acciao/ fusione
MTC - Materia etecnica bachelite
MTC - Materia etecnica vetro/soffiatura/molatura
MIS- MISURE
MISU - Unita' cm
MISA - Altezza 104
MISL - Larghezza 54
MISP - Profondita’ 33,6

DA - DATI ANALITICI
DES- DESCRIZIONE

Tavolino con ripiano scuro decorato a finto marmo sul quale e fissatal’
apparecchiatura mediante appositi supporti. Presente etichetta ditta
assistenza Promeda Spa con num. rif. 1441ed etichetta con n°
Inventario AOP illeggibile

Strumento di misura ottico, utilizzato per I'ispezione degli annessi
oculari, mediante |I’emissione di unaluce intensa

Il paziente e seduto di fronte allo strumento e le ottiche gli sono

DESO - Oggetto

UTF - Funzione
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UTM - Modalita' d'uso posizionate in corrispondenza dell'occhio da esaminare
UTS- Cronologia d'uso XIX Sec. / seconda meta
STM - STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMC - Classe di

appartenenza FEEE

STMQ - Qualificazione commerciae

STMI - ldentificazione Haag Streit

STMU - Quantita' 1

STMP - Posizione braccio

STMD - Descrizione Zt(isgz?,tta metallica comprendente |'indicazione * Swiss Made', e N.

CO - CONSERVAZIONE
STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCC - Stato di
conservazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
ACQ - ACQUISIZIONE
ACQT - Tipo acquisizione assegnazione
ACQD - Data acquisizione 1999
ACQL - Luogo acquisizione  Pl/Pisalfuori uso Clinica Oculistica
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione
generica

CDGS- Indicazione
specifica
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere documentazione allegata
FTAP-Tipo fotografiadigitale (file)
FTAN - Codiceidentificativo  New_1390320866530

BSE - BIBLIOGRAFIA SU SUPPORTO ELETTRONICO

buono

proprieta Ente pubblico non territoriale

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana

BSEX - Genere bibliografia specifica

BSES- Tipo di supporto risorsa el ettronica con accesso remoto
BSEC - Titolo del contributo Haag-Streit Museum

/parte componente

http://www.haag-streit.ch/ueber-uns/histori sches/haag-streit-museum

BSEI - Indirizzo di rete Jtonometer.html

AD - ACCESSO Al DATI
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO Al DATI
ADSP - Profilo di accesso 1
ADSM - Motivazione scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE
CMP-COMPILAZIONE
CMPD - Data 2013
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CMPN - Nome Baldini, Mario
RSR - Referente scientifico Terenna, Gigliola

FUR - Funzionario

responsabile Macripo, AlbaMaria
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